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【はじめに】フィルム型ペロブスカイト太陽電池の直列接続構造として、アモルファス Si薄

膜太陽電池で実績のあるスルーホール集電技術を適用し、フィルム基板でスルーホール付き

セルを試作し報告した[1]。本研究ではスルーホール形成とセル特性の関係を明確化するた

め、スルーホールを形成したフィルム上にペロブスカイト膜を製膜し、ペロブスカイト固有

の課題を抽出したので報告する。 

【実験方法】本研究で用いたスルーホール最適化に向けた小面積セル構造を図 1に示す。両

面電極付きフィルムに直径 1mmφのスルーホールを形成し、順構造、逆構造のマルチカチオ

ンペロブスカイト太陽電池を作製した。スルーホール開孔形状及びセル作製過程のペロブス

カイト膜表面、断面形態を高分解能 SEMで評価し、ペロブスカイト太陽電池の漏れ電流箇所

評価にはロックイン赤外線発熱解析（LIT）を用いた。 

【結果と考察】スルーホール形成にあたり精密パンチ等、各種スルーホール形成方法の検討

を行った。スルーホール側壁のダレ、バリ、裏面キズの評価を通じて、小面積セル用として

直径 1mmφのスルーホール形成技術を確立した。図 2に得られたスルーホールの表面、断面

SEM像を示す。形成したスルーホールを用いてペロブスカイトセルを作製し、先に報告した

[1]、LITで検出されたスルーホール周辺の漏れ電流によるものと考えられる発熱の原因調査

を行った。表面、断面 SEM-EDS測定より、スルーホール周辺ではペロブスカイト膜の変質

（図 3a,b）およびホール端部のペロブスカイト膜被覆性が低下する（図 4a）ことがわかっ

た。前者はペロブスカイトの形態変化からフィルムが吸湿した水分によるペロブスカイト膜

の分解と考えられ、フィルム脱湿処理の検討を進めた。後者は下地に SAMを用いた逆構造セ

ルでは改善する（図 4b）ことからペロブスカイト製膜時のフィルム基板における濡れ性の違

いと考えられる。脱湿処理検討結果を含め、詳細は当日報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Through-hole current 

collection structure.  

the n-μc-Si:H/i-a-
Si:H/Ge interface.  
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Fig.4 Through-hole edge 

surface OM images.  
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Fig.2 Film through-hole opening surface and 

cross-sectional SEM images.  

Fig.3 Through-hole cell surface OM and  

SEM images. 
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[1] R. Ishikawa et al., PVSEC-33, WeP-41(2022). 
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